for basta kvalitet

JQ avslojar risker
och loser problem

onstruktorer inom fordonsindu-

strin har press fran tva hall. A

ena sidan jagar de nya produkter

och ny teknik som l6sning pa nya
utmaningar. A andra sidan vill de ha hégsta
kvalitet och ingen risk for fel . Det senare
tenderar att skapa en konservativ syn pa ny
teknik.

Faktum d&r att den typiska reaktionen
fran en fordonskund som stélls infor ny tek-
nik dr en strom fragor i stil med: Har ni er-
farenhet av denna teknik? Hur fungerar den
i verkligheten? Hur manga delar har hittills
levererats?

Det dr ett ganska nedslaende besked for
kunden nadr FAE:n tvingas erkdnna att detta
skulle bli den férsta gangen tekniken an-
vands.

Enligt Cypress Semiconductor erfaren-
heter finns det dock ett knep for fordonstill-
verkare att minska risken vid anvdndning
av nya halvledare och att snabbare lata sina
produkter tillgodogora sig nya tekniska l6s-
ningar.

Gemensam kvalifikation, eller Joint Qua-
lification (JQ), 4r namnet pa en uppsattning
processer som innebadr att en halvledartill-
verkare och en fordonskund samarbetar for
att kvalificera en produkt for en tilldmpning
och bada drar nytta av resultatet. Den har
artikeln beskriver férdelarna med)Qoch de
viktigaste delarnaiprocessen.

DEN STORA SKILLNADEN mellan JQ och den
produktkvalificeringsprocess som halv-
ledartillverkare normalt genomfor, ar att
vid gemensam kvalifikation satter kun-
den samman ett provexemplar i en verklig
plattform varefter de tva testar den tillsam-
mans. Malet for bade Cypress och kunden
drattvalidera ett komplett system, och inte
bara ett minne.

En konventionell kvalificeringsprocess
for en halvledare resulterar i en verifierad
uppsattning kvalitetskrav relaterade till
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Samarbete baddar

Av Marcel Kuba,
Cypress Semiconductor

Marcel Kuba har det globala ansvaret for Cypress FAE:er inom
fordonsindustrin. Han hamnade pa Cypress nér foretaget kopte
Spansion for knappt tva ar sedan. Idag dr han Cypress talesman
| for alla tekniska fragor som ror fordonssegmentet.

LR VTR
A

Bild 1. Det lilla kortet Wingboard fran Cypress gor att en logikanalysators prober kan komma at

anslutningar som annars ar svaratkomliga.

standardiserade industriparametrar och
parametrarsom satts upp av halvledarleve-
rantoren sjdlv. Samtidigt kan den specifika
tillampning som enheten dr tankt att anvan-
das i, belasta eller férsamra prestanda pa
ett satt som inte avslojas av en standard-
kvalificeringsprocess och testplattform.

JQ avslojar potentiella svagheter och ris-
ker. Det gors genom att man testar kdnda
potentiella problem och elektriska parame-
trar, som kritisk timing, och kontrollerar att
de inte uppstar.

JQ gor att halvledartillverkaren kan
hitta problem som den inte kant till, men
som kan uppsta i en verklig tillimpning.
Men arbetsmetoden handlar inte bara om
att forebygga att fel uppstar, utan den gor
ocksa att systemprestanda kan optimeras
— exempelvis genom att oka datagenom-
stromning mellan minne och processor.

Nackdelen med JQ dr att arbetsmetoden
kraver tid och resurser bade fran halvle-
dar- och biltillverkare. Cypress uppfattning

dr dock att den kostnaden &r val vard att
ta eftersom metoden gor att en halvledare
kan na sin hogsta kvalitet i en verklig till-
ldmpning.

EN KANSKE VIKTIGARE FORDEL med JQ dr att
processen kan hjdlpa halvledarleveranto-
ren att diagnosticera fel och snabbt l6sa
dem, néren drifttagen enhet far problem.
Dessvdrre ar kretskorten i fordonsys-
tem, sasom instrumentkluster och infotain-
mentenheter, komplexa och typiskt be-
styckade med BGA-kapslade kretsar vars
fysiska utformning gor det svart med dju-
pare analys. Det dr exempelvis extremt
svart att ansluta en logikanalysatorer eller
ett oscilloskop till ett flashminne for att
syna exakt vad som hande pa minnesbus-
senvid den tidpunkt da ett fel intraffade.
Det kan ta flera veckor att forbereda ett
flerlagers-PCB for en djupanalys av en BGA-
krets. Det &r en tidsfordrojning som en for-
donskund séllan anservara acceptabel.
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Bild 2. Wingboard
monterat pa en testkort.
Wingboard-konceptet
utvecklades av Spansion,
innan foretaget koptes
av Cypress.

Nar en komplett JQ utfors kan ett krav
vara att den kundanpassade plattform som
en krets testas i, omedelbart ska kunna
mojliggdra noggrann och djup felanalys.
Testplattformen ska sedan vara tillganglig
for att vid behov stédja en snabb utredning
av fel som uppstar ute pafiltet.

JQ-tester gors pa kundens system, men
bade kund och halvledartillverkare kan
var och en utfora kvalificeringsarbetet pa-
rallellt vilket innebdr att det kan slutfoéras
snabbare.

CYPRESS STARTAR Sitt testarbete med att
sdtta upp mojligheter for debugging. Dar-
efter karaktdriserar foretaget minnet fore
och efter att det dr anvant. Automatiserad
testutrustning (ATE) anvands for att upp-
tacka eventuell paverkan som kan hanféras
till kundens tilldmpning eller pafrestningar
i form av mekanisk, elektrisk eller viarme i
kundens monteringsprocess. Aterkoppling
fran dessa tester hjdlper Cypress att skapa
bdsta mojliga konstruktion for den ténkta
tillampningen.

Det dr viktigt att kretsarna som testas i
ett kundsystem utséatts for en sa verklig-
hetstrogen miljé som mojligt.

En jamforelse mellan ett verkligt kund-
system och Cypress eget varsta tankbara
scenario dr sdrskilt avslojande. Ofta skiljer
sig de tva franvarandra, och ovidntade effek-
ter i kretsens beteende kan uppsta. Utan JQ
skulle dessa effekter inte uppdagas.
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Informationen gor att robustheten i ett
system kan maximeras. Likasad medfér den
att kunderna kan besluta om de bésta in-
stdllningarna for att optimera systemets
prestanda. Cypress kan ocksa hitta skillna-
derikundens system och testsystemet som
foretaget anvander, vilka kan anvandas for
att bestdamma specifikationerna for viktiga
elektriska parametrar.

Det viktigaste malet med JQ &r sjalvklart
att sa fa volymtillverkade produkter som
mojligt ska drabbas av fel nar de val an-
vands. Darfor att det viktigt att anvanda
fordonskvalificerade enheter tillverkade
och testade i enlighet med fordonsstandar-
den PPAP (Production Part Approval Pro-
cess). Detta i sig garanterar att de kommer
att haen extremt lag felfrekvens.

For att forbattra kvaliteten i kundens
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Bild 3. Testresultat fran Wingboard — hér en ”page-read” hos ett parallellt NOR-flash.
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system maste enheten testas enligt alla
situationer som tidigare uppdagats nar
kunden anvént enheter baserade pa éldre
teknik. Tillvagagangssattet skapar ett test-
protokoll som simulerar kundens tillamp-
ning mycket val.

Till detta kommer att nya funktioner och
potentiellt marginella parametrar maste
testas i kundplattformen — allt for att fast-
stdlla om systemmiljon, eller kundens an-
vdandningsmodell, passarihop med den nya
teknikens funktioner och specifikationer.

NAGRA EXEMPEL pa JQ-tester som Cypress
kunder pa senare tid genomfort i sina sys-
tem dr test av nya funktioner sdsom snabba
DDR QuadSPI, lasfunktionen Hyperflash
samt test av de senaste parallella funktio-
nerna i NOR-flash tillverkade i 65 nm och
45 nm. Likasa har felkorrigering (ECC, error
correction code) testats.

Som vi redan konstaterat dr det vik-
tigt att planera for systemoptimering och
felanalys genom att forbereda kundens
plattform sa att den kan anslutas till en lo-
gikanalysator. Detta dr inte standardpro-
ceduren, men den medfor att kunden och
halvledartillverkaren kan reagera omedel-
bart ndr felintraffar.

Det dr sarskilt svart att fa tillgang till alla
anslutningar pa kretskortet nar man utre-
der parallella NOR-flash med manga anslut-
ningar eller andra BGA-kapslade minnen
med stort antal anslutningar.

Det lilla kortet Wingboard fran Cypress ar
ett anvdndbart verktyg i dessa situationer
(bild 1, 2). Kortet &r litet och l6ds fast mellan
kretskortet och flashminnesmodulen. Det
matcharimpedanseniférbindningarna sd att
kretsen kan anslutas till en logikanalysator.

GENOM ATT ANSLUTA avancerade testinstru-
ment och testverktyg pa detta satt kan en
flashminnestillverkare utféra en mangd in-
tressanta tester, exempelvis:

e testa kritisk tajming och marginella
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parametraribredbandiga granssnitt
mellan MCU och flash under drift

e utnyttja kritiska FFS-funktioner (till
exempel erase suspend, power fail-safe,
garbage collection) for att identifiera
potentiella problem som harror fran
interaktionen mellan enhetens hard- och
mjukvara

TEMA:FORDONSELEKTRONIK

e testa nya funktioner som ECC

e testa tillampningen i drifti bade hardvara
och kundspecifik mjukvara (bild 3)

e testa hur systemet paverkas av olika till-
verkningssteg, sdsom reflow-inspektion

CYPRESS ERFARENHET dr att denna typ av
undersokningar skapar forbattringar hos
produkten som leder till bdttre datagenom-
strémning, kortare uppstartstid (boot time)
och diverse andra optimeringar.
JQ-processen skapar ocksa férdelar
for OEM:en, exempelvis snabbare time-
to-market och mdojlighet att snabbt borja
volymtillverka med den senaste flash-
minnestekniken. Med en val utvecklade
process- och undersdkningsmetod kan
systemutvecklarna enkelt kontrollera alla
nyckeltal och kvalitetsparametrar och ti-
digt upptdcka eventuella problem.
Metoden erbjuder ocksa ett kraftfullt
verktyg for att forbadttra processen genom
att den tillater konstruktdrer att anvanda
ded senaste tekniken. Slutsatsen dr att JQ
ger basta mojliga kvalitet i kundernas sys-
tem. Likasa gor metoden det latt for OEM:er
att utveckla nya plattformar baserade pa
den senaste tekniken. |

De tio viktigaste momenten
foren lyckad gemensam kvalificering
arenligt Cypress erfarenhet:

1.

10.

Borja med att fokusera pad valkanda
kritiska parametrar. Forst darefter
adderas mer pa kundens begaran.
Genomfor timinganalys pa MCU/
flash-granssnittet och granska
timingens struktur (boot, fast SDR,
DDR read, burst read, page read).
Granskatypisk anvdndning av
enheten (program/erase history,
sectorusage mapping, flashfile
system, and software usage).

Testa Vcc 100 mV 6ver specen.
Kontrollera brus och bekréfta att Vcc
ar stabil.

Testatemperaturen 5 grader 6ver
specen.

Bedom konstruktion och last.
Kontrollera bit-flip-robusthet och
ECC.

Utvérdera effekterna av kundens
produktionsprocesser eller till-
lampningens anvdndarprofiler med
avseende pa bit-integritet.

Ga cyklisktigenom programmerings-
ochraderingssteg.

Testa mekaniska pafrestningar som
uppstarvid tillverkning.
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